Список литературы

1. Чернышев А.А. Основы надежности полупроводниковых приборов и интегральных микросхем / М.; Радио и связь, 1988.

2. Кейджян Г.А. Прогнозирование надежности микроэлектронной аппаратуры на основе БИС / М.; Радио и связь, 1987.

3. Козырь И.Я. Качество и надежность интегральных микросхем / М.; Высшая школа, 1987.

4. Стриха В.И., Бузанева Е.В.. Физические основы надежности контактов металл – полупроводник в интегральной электронике / М.; Радио и связь, 1987.

5. И. Броудай, Дж. Мерей. Физические основы микротехнологий / М.; Мир, 1985.

6. Технология СБИС / Под ред. С.Зи. Кн. 2. М.; Мир, 1986.

7. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС / М.; Высшая школа, 1991.

8. Готра З.Ю., Николаев И.М. Контроль качества и надежность микросхем / М.; Радио и связь, 1989.

9. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок / М.; Мир, 1985.

10.   Вавилов В.С.,  Горин Б.М.,  Данилин Н.С.,  Кив А.Е.,  Куров Н.Л.,  Шаховцов В.И.. Радиационные методы в твердотельной электронике / М.; Радио и связь, 1990.

11.  Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. М., Наука, 1987.

12.  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при хемосорбции.  М., Наука, 1987.

13.  Колешко В.М., Белицкий В.Ф. Массоперенос в тонких пленках. Минск, Наука и техника, 1980.

14.  Д. Ферри, Л. Эйкерс, Э. Гринич, Электроника ультрабольших интегральных схем. М., Мир, 1991.

15.  Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И., Микроэлектроника. М., Высшая школа, 1986. 

16.  Основы проектирования микроэлектронной аппаратуры. Под ред. Высоцкого Б.Ф., М., Советское радио, 1977.

17.  Аронов В.Л., Федотов Я.А., Испытание и исследование полупроводниковых приборов. М., Высшая школа, 1975.

18.  Штернов А.А., Физические основы конструирования, технологии РЭА  и микроэлектроники. М., Радио и связь, 1981.

19.  Гурский Л.И., Жебин А.П., Зеленин В.А., Вахрин Г.Л., Структура, топология и свойства пленочных резисторов. Под ред. Лабунова В.А., Минск, Наука и техника, 1987.

20.  Борздов В.М., Комаров Ф.Ф., Моделирование электрофизических свойств твердотельных слоистых структур интегральной электроники. Минск, БГУ, 1999.

1
123

